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摘要(译)

能够诊断高灵敏度区域的超声波检查仪具有传感器，该超声波发生器具
有用于向该区域发送超声波的超声波发送单元和用于接收从该区域反射
的超声波的超声波接收单元，用于从其后侧保持传感器的带相对于诊断
区域并且将传感器的前侧定位在诊断区域上，信息获取单元用于基于由
超声波接收单元接收的反射波来获取关于诊断区域的信息，并且超声波
衰减部分插入在诊断区域之间。传感器和频带用于衰减外部噪声从频带
到传感器​​的传播，并衰减超声信号通过频带的传播。
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